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Parte |
- Introducdo a Espectrometria de Raios X:
1. Os modelos atdmicos.
Estados excitados e transi¢des de elétrons.
. Radiacdo eletromagnética.

Espectro eletromagnético.
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3
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5. Radiacdo diretamente ionizante e indiretamente ionizante.
6. Natureza e geracdo de raios X.

7. Fontes de radiacdo Sincrotron.

8. Detectores de raios X.

9

Interacdo da radiacdo eletromagnética com a matéria.

Parte 11
- Aplicacbes da Espectrometria de Raios X
1. Técnicas de espectrometria de fluorescéncia de raios X:
a) Fluorescéncia de raios X por dispersdo em energia.
b) Fluorescéncia de raios X por dispersao por comprimento de onda.
c) Microfluorescéncia de raios X.
d) Fluorescéncia de raios X por reflexao total.
e) Fluorescéncia de raios X com radiacdo sincrotron.
2. Andlise qualitativa e quantitativa: padrdes, artefatos, granulometria, efeitos matriz, curva
de sensibilidade, parametros fundamentais.
5. Andlise de espectros de fluorescéncia de raios X.

4. Aplicacgdes das técnicas de espectrometria de raios X.
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